Реестр аттестованных методик измерений и контактов разработчиков
	Наименование элемента

инфраструктуры РОЦ
	Наименование и

обозначение методики

измерений
	Наименование

измеряемых величин
	Диапазон

измерений
	Показатели точности

методики по результатам аттестации
	Сведения об аттестации (дата,

организация, № в Госреестре)
	Контакты

разработчиков

	ФГОУ ВПО ЮФУ
	МВИ 14-2009 «Методика выполнения измерений геометрических параметров массивов оксидных наноразмерных структур методом атомно-силовой микроскопии»
	Средняя высота

Макс. высота

Ср. диаметр основания 

Площадь основания

Объём

Аспектное соотношение сторон
	1..100 нм

1..100 нм

1..100 нм

10..10000 нм2

10..1000000 нм3

1..100 нм
	25%

27%

27%

45%

47%

15%
	16.12.2009г.

ФГУ «Ростовский ЦСМ»
	НОЦ «Нанотехнологии» ФГОУ ВПО «ЮФУ»

347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ГСП-17А, пер.Некрасовский, 44
т. (8634)371611

http://nanotech.sfedu.ru/nanotech.php

	
	МИ 18-2011 Методика измерений высоты массива вертикально ориентированных нанотрубок методом атомно-силовой микроскопии
	Высота ВОУНТ
	Сред. высота

200..400 нм

400..800 нм

800..1300 нм
	Сред. высота

57 %

14 %

38 %
	__.10.2011 г.

ФБУ «Ростовский ЦСМ»
	

	
	
	
	Макс. высота

350..600 нм

600..1200 нм

1200..2000 нм
	Макс. высота

39 %

22 %

16 %
	
	


	
	МИ 19-2011 Методика измерений механических параметров вертикально ориентированных нанотрубок методом наноиндентирования
	Жесткость и модуль упругости ВОУНТ
	Жесткость

0,3..1  Н·нм2
1-8,5  Н·нм2
	Жесткость

42 %

15 %
	__.10.2011 г.

ФБУ «Ростовский ЦСМ»
	

	
	
	
	Модуль Юнга

1..1,7 ГПа
	Модуль Юнга

38
	
	

	
	МИ 17-2011 Методика измерения удельного сопротивления гомогенных полупроводниковых материалов методом атомно-силовой микроскопии
	Удельное сопротивление
	
	
	__.10.2011 г.

ФБУ «Ростовский ЦСМ»
	

	
	МВИ 13-2009 «Методика выполнения измерений зарядового состояния атомов в наноматериалах на основе спектроскопии рентгеновского поглощения»
	Зарядовое состояние атомов
	-3..+7
	0,22
	09.12.2009г.

ФГУ «Ростовский ЦСМ»
	НОЦ «Наноразмерная структура вещества» ФГОУ ВПО «ЮФУ»

344090, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5
т. (863)2975326

http://www.nano.rsu.ru/index_r.html

	
	МВИ 12-2009 «Методика выполнения измерений межатомных расстояний в наноматериалах на основе спектрометрии EXAFS»
	Межатомное расстояние
	0,1..0,6 нм
	0,0029 нм
	09.12.2009г.

ФГУ «Ростовский ЦСМ»
	

	ГОУ ВПО СевКавГТУ
	МВИ 10-2009 «Методика исследования структуры и состава углеродных пленок»
	Атомная доля связанного водорода
	PLC        10..50ат.%

а-С:Н   10..50 ат.%

а-С:Н       5..30ат.%

Графит    5..30ат.%

Glassy-C  5..30ат.%

UNCD      5..30ат.%

NCG         5..30ат.%
	12,3 ат.%

8,6 ат.%

11,2 ат.%

6,7 ат.%

4,8 ат.%

11,1 ат.%

7,9 ат.%
	07.12.2009г.

ФГУ «Ростовский ЦСМ»
	НПЦ «Нанотехнологии и наноматериалы»
ГОУ ВПО «СевКавГТУ»

355029,

г. Ставрополь,

пр.Кулакова, 2

т. (865)2956932

www.ncstu.ru

	
	МВИ 09-2009 «Методика выполнения измерений твердости наноразмсерных пленок с использованием атомно-силовой микроскопии»
	Твердость
	1..10 ГПа
10..20 ГПа

20..35 ГПа
	1,24%

4,62%

4,40%
	07.12.2009г.

ФГУ «Ростовский ЦСМ»
	

	
	МВИ 08-20009 «Методика выполнения измерений среднего гидродинамического радиуса люминофоров на спектрометре динамического рассеяния света «Фотокор-комплекс»
	Средний гидродинамический радиус люминофоров
	1..10 нм

10..100 нм
	0,45 нм

1,87 нм
	07.12.2009г.

ФГУ «Ростовский ЦСМ»
	

	ФГБОУ ВПО «ДГТУ»
	МИ 15-2011 «Методика измерений микротвердости методом наноиндентирования на нанотвердомере «NanoTest-600»
	Микротвердость
	1..5 ГПа

5..15 ГПа

15..35 ГПа
	19 %
12 %
14 %
	26.07.2011 г.

ФБУ «Ростовский ЦСМ»
	Межрегиональный центр коллективного пользования
344010, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, 1

тел/факс 2738511/2738579

	
	МИ 16-2011 «Методика измерений размера частиц в коллоидно-дисперсионных растворах на дисковой центрифугк CPS Disk Centrifuge марки DC24000»
	Размер частиц
	100..1000 нм
	5 %
	26.07.2011 г.

ФБУ «Ростовский ЦСМ»
	

	СевКавГТУ
	МИ 20-2011 Методика измерений плотности однородных пленок с толщиной от 10 до 100 нм методом рентгеновской рефрактометрии
	Физическая плотность
	г/см3
	
	
	

	
	МИ 21-2011 Методика измерений толщины плёнок методом рентгеновской рефлектометрии
	Толщина пленок
	нм
	
	
	

	
	МИ 22-2011 Методика измерений положения максимума интенсивности излучения, обусловленного поверхностным плазмонным резонансом в спектрах поглощения водных золей наночастиц металлов методом спектрофотометрии
	Длина волны
	нм
	
	
	


